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Condizionamento e acquisizione di segnali da PMT

Descrizione di un piccolo sistema di test

Il sistema e stato sviluppato per I'esperimento HK per il rivelatore OD

Necessita acquisire luce Cherenkov tramite PMT da 3" nel range tra 1pe a 150pe ( 1pe ~ 6mV)

Vincoli di progetto basso costo, bassi consumi, alta affidabilita

Cosa vedremo
* Filosofia del progetto
* Lo schema a blocchi
* Lo schema elettrico
* La simulazione dei blocchi
* 'ADC
|l prototipo realizzato
* |l sistema di test
* Le cose da fare



OD Analog FE block diagram
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Ricevitore

Cosa fa?

* Adatta I'impedenza del cavo PMT a 500hm

* Protegge da scariche dall’HV

* Riduce la banda per eliminare rumori in alta frequenza

* Amplifica per rendere ininfluente il rumore degli stadi successivi

* Funzione di Buffer per gli stadi successivi

* Gestisce il segnale di calibrazione
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Amplificatore e Discriminatore rapido

Cosa fa?
* Amplifica il segnale
* Presenta alta impedenza in ingresso
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* Riduce la banda per eliminare rumori in bassa frequenza
* Genera il segnale di trigger per la logica d’acquisizione
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Amplificatore e Discriminatore rapido [ FastDiscriminator path )
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Cosa fa? Amplifier Discriminator>——»
* Amplifica il segnale BJT
. P.resenta alta |mpeden'za.|n ingresso - K ="y P=11m\/\y
* Riduce la banda per eliminare rumori in bassa frequenza

Genera il segnale di trigger per la logica d’acquisizione
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Shaper Amplifier

Cosa fa?

* Forma il segnale a 180ns

* Inverte il segnale

* Pilota 'ADC con bassa impedenza

» Circuito per il recupero del segnale negativo
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ADC

Cosa fa?
* Converte il segnale analogico in digitale (ADC)

ADC Full Scale

: 150pe

SPI
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* SAR
* Circuito di sample-and-hold
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* Eseguiamo un campionamento sul picco massimo
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ADC ad approssimazione successive (SAR)

L BOC

Clock _ ] SAR

DN 1 DN 2 D2 Dl DO
Yyv Yy VY
VREF DAC
Comparator
_+_
Vin S/H
Sample Sample
N N+1
< teveLe >
< teony > aca—>

soo ——{ 0 X 0 Xort Xoro X os X 08 X 07 X 05 Xos X 04 X 03 X 02 X0 X )

Data for Sample N

+3V
490-5988-6-ND
330R@100MHz V REF
12
ol

.
5 o=
3 T3
DVDD Gnp -2
[sCx 2| sak AVDD |1
001 X
SPl (spam T 3 { spo amnp |5
oTd 4 .
Coa cs am [
ADS7049-Q1 =
[]
L
AVDD GND

[

[

Offset
Calibration

+

CDAC Comparator

- -

[
T DVDD

Serial
Interface

SCLK|

SDO

lt\gmr
C l R l (,’4l C/l\‘.:l (./2e\.‘.ll (‘/2\"'1

/)

VIN VRer

L LLLL [
v




Segnali nacessari al funzionamento
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Pinout scheda realizzata

Diagramma temporale
Calibratore PMT
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Sistema di test

Slow & Run
control
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Macchina a stati SPI

Ingressi
* CLK (Fr 48MHz, Per20.8ns)

* Reset A [Busy=0]
* START [D_Valid=0]
* SDLIG Attesa [SCK=1]
START=1
Uscite
« SCLK [BUSY=1]
[BUSY=1] [D_Valid=0]
© BUSY [D_Valid=0] [SCK=1]
« D _Valid -

* DATA_LG[11:0]

Interni

* Conta
* Shift_Data LG

[BUSY=1]
[D_Valid=1]
[SCK=1]



Name Value . 500.000 ns 1,000.000 ns 1,500.000 ns 2,000.000

8 CLK

8 Reset

8 START

8 SDI_LG

8 SCLK

8 D_Valid

8 BUSY

> B Vettore[0:15]

o Indice
> W DAC_VAL_INT[13:0]
> ™ Delay[3:0]
8 FLG_start
o Aspetta_Fine
> ® MaxDI[3:0]
¢ clock_period 20000 ps

type state_type is (Attesa, CKO0, CKl, Fine); DiChiaraZione Segna“ custom per
T state_type; Macchine a stati

signal



